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摘要(译)

提供了用于所有像素的OLED面板的测试方法。该方法包括在一组暴露的
第一电极和一组暴露的第二电极上定位各向异性导电膜和导电板。通过
各向异性导电膜和导电板，该组第一电极和该组第二电极导电。此后，
该组第一电极连接到第一电压，并且该组第二电极连接到第二电压。通
过第一电压和第二电压之间的电压差，OLED面板内的所有内部都被点亮
以执行测试。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0f1ceda3-a176-473c-aa29-050f0273c5fa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/021679937/publication/US6808949B2?q=US6808949B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6808949.PN.&OS=PN/6808949&RS=PN/6808949

